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(57)【要約】
【課題】高い測定精度を有する光測距装置を提供する。
【解決手段】光測距装置１０は、光源部３０と、物体か
らの反射光の入射に応じてパルス信号を出力可能な受光
素子を複数有する受光部１２と、パルス信号の数を加算
して加算値を求める加算部５２と、飛行時間ごとに加算
値を記録したヒストグラムを生成するヒストグラム生成
部５４と、ヒストグラムのピークにおける加算値を信号
強度として取得するとともに、ピークに対応する飛行時
間から距離値を求めるピーク検出部５６と、信号強度画
像データと距離画像データとを生成する画像生成部５８
と、信号強度画像データから低い信号強度を有する低信
号強度要素を検出する低信号強度要素検出部６２と、距
離画像データのうち低信号強度要素に対応する対象要素
に記録された距離値を他の距離値に基づき補正する画像
補正部６４と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光測距装置（１０）であって、
　予め定められた範囲に光を照射する光源部（３０）と、
　前記光が照射された物体からの反射光の入射に応じてパルス信号を出力可能な受光素子
を複数有する受光部（１２）と、
　各前記受光素子から出力されたパルス信号の数を加算して加算値を求める加算部（５２
）と、
　前記光の照射から受光までの時間を表す飛行時間ごとに前記加算値を記録したヒストグ
ラムを生成するヒストグラム生成部（５４）と、
　前記ヒストグラムからピークを検出し、前記ピークにおける前記加算値を信号強度とし
て取得するとともに、前記ピークに対応する前記飛行時間から距離値を求めるピーク検出
部（５６）と、
　前記信号強度を前記範囲に対応する領域に含まれる各要素に対応付けて信号強度画像デ
ータを生成するとともに、前記距離値を前記範囲に対応する領域に含まれる各要素に対応
付けて距離画像データを生成する画像生成部（５８）と、
　前記信号強度画像データから、予め定めた閾値よりも低い信号強度を有する低信号強度
要素を検出する低信号強度要素検出部（６２）と、
　前記距離画像データのうち、前記低信号強度要素に対応する対象要素に記録された距離
値を、他の要素の距離値に基づき補正する画像補正部（６４）と、
　を備える光測距装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光測距装置であって、
　前記画像補正部は、前記対象要素に記録された距離値を、前記対象要素の周囲の画素の
距離値に基づき補正する、光測距装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の光測距装置であって、
　前記画像補正部は、前記対象要素に記録された距離値を、過去に生成された距離画像デ
ータ中の前記対象要素に記録された距離値に基づき補正する、光測距装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の光測距装置であって、
　前記画像補正部は、前記対象要素に記録された距離値を、前記対象要素の周囲の画素の
距離値と、過去に生成された距離画像データ中の前記対象要素に記録された距離値とに基
づき補正する、光測距装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光測距装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　測定対象物までの距離を測定する光測距装置の一つとして、レーザレーダと呼ばれる装
置がある（例えば、特許文献１参照）。レーザレーダは、発光素子から照射した光が測定
対象物で反射し、受光素子に戻るまでの飛行時間（ＴＯＦ：Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｆｌｉｇｈ
ｔ）に基づいて、測定対象物までの距離を測定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１７６７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　こうした光測距装置は、例えば、車両に搭載され、障害物の検出や障害物までの距離を
測定する用途に使用される。そのため、光測距装置には、高い測定精度が求められている
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。
【０００６】
　本開示の一形態によれば、光測距装置（１０）が提供される。この光測距装置は、予め
定められた範囲に光を照射する光源部（３０）と；前記光が照射された物体からの反射光
の入射に応じてパルス信号を出力可能な受光素子を複数有する受光部（１２）と；各前記
受光素子から出力されたパルス信号の数を加算して加算値を求める加算部（５２）と；前
記光の照射から受光までの時間を表す飛行時間ごとに前記加算値を記録したヒストグラム
を生成するヒストグラム生成部（５４）と；前記ヒストグラムからピークを検出し、前記
ピークにおける前記加算値を信号強度として取得するとともに、前記ピークに対応する前
記飛行時間から距離値を求めるピーク検出部（５６）と；前記信号強度を前記範囲に対応
する領域に含まれる各要素に対応付けて信号強度画像データを生成するとともに、前記距
離値を前記範囲に対応する領域に含まれる各要素に対応付けて距離画像データを生成する
画像生成部（５８）と；前記信号強度画像データから、予め定めた閾値よりも低い信号強
度を有する低信号強度要素を検出する低信号強度要素検出部（６２）と；前記距離画像デ
ータのうち、前記低信号強度要素に対応する対象要素に記録された距離値を、他の要素の
距離値に基づき補正する画像補正部（６４）と；を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この形態の制御装置によれば、信号強度の低いヒストグラムに基づいて算出された距離
画像データ中の距離値を、他の距離値によって補正することができる。そのため、物体か
ら十分に光が反射されない場合においても、精度良く物体までの距離を測定することがで
きる。しかも、上記形態では、距離画像データのすべての要素について補正を行うのでは
なく、信号強度の低いヒストグラムに基づいて算出された距離値のみ補正するため、距離
画像データ全体の空間分解能が低下して、小さな物体の検出性能が低下することや、距離
画像データ全体の時間分解能が低下して、高速に移動する物体の検出性能が低下すること
を抑制できる。従って、高い測定精度を有する光測距装置を提供できる。
【０００８】
　本開示は、光測距装置以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、光測距
方法、光測距装置を搭載する車両、光測距装置を制御する制御方法等の形態で実現できる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】光測距装置の概略構成を示す説明図。
【図２】受光部の概略構成を示す説明図。
【図３】測定対象範囲に対応する領域を示す説明図。
【図４】受光ＩＣのブロック図。
【図５】ヒストグラムの一例を示す図。
【図６】ヒストグラムの一例を示す図。
【図７】信号強度画像データおよび距離画像データの生成方法を示す図。
【図８】補正対象となる要素を説明するための図。
【図９】補正処理が行われるまでの処理の流れを示す図。
【図１０】補正方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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Ａ．第１実施形態
　図１に示すように、本開示における第１実施形態としての光測距装置１０は、光源部３
０と、受光ＩＣ１４と、双曲面ミラー２０と、ポリゴンミラー２２と、筐体２６と、制御
部５０とを備えている。光測距装置１０は、例えば、車両に搭載され、障害物の検出や障
害物までの距離を測定するために使用される。
【００１１】
　光源部３０は、予め定められた測定対象範囲に照射する照射光Ｌｔを生成する。本実施
形態では、光源部３０は、光源として、レーザダイオード素子１８を備えている。レーザ
ダイオード素子１８は、照射光Ｌｔとして、所定のパルス幅および周期で点滅を繰り返す
パルスレーザ光を照射する。照射光Ｌｔは、双曲面ミラー２０に設けられた開口Ｋからポ
リゴンミラー２２に導かれる。光源部３０から射出されるパルスレーザ光のビーム形状は
、鉛直方向に縦長のビーム形状である。なお、本実施形態では、光源としてレーザダイオ
ード素子１８を用いているが、固体レーザ等他の光源を用いてもよい。
【００１２】
　ポリゴンミラー２２は、６面のミラー面を有する回転多角形ミラーである。ポリゴンミ
ラー２２は、照射光Ｌｔを各ミラー面で反射して測定対象範囲に向けて照射する。測定対
象範囲に物体が存在する場合、その物体によって照射光Ｌｔが反射されて、ポリゴンミラ
ー２２まで導かれる。ポリゴンミラー２２は、測定対象範囲から受光した反射光を、各ミ
ラー面によって反射して双曲面ミラー２０へ導く。
【００１３】
　双曲面ミラー２０は、ポリゴンミラー２２によって導かれた反射光を集光し、受光光Ｌ
ｒとして受光ＩＣ１４の受光部１２に導く。双曲面ミラー２０はレンズと同様の作用を奏
し、受光光Ｌｒを受光ＩＣ１４の受光部１２に結像させる。
【００１４】
　ポリゴンミラー２２の各ミラー面は回転軸Ａに対して傾けて設けられている。ポリゴン
ミラー２２は、回転軸Ａを中心として所定の回転速度で回転される。ポリゴンミラー２２
の各ミラー面は、それぞれ、回転軸Ａとのなす角度が異なるように配置されている。その
ため、ポリゴンミラー２２の回転に伴って、照射光Ｌｔと反射光の俯角が変化する。この
結果、ポリゴンミラー２２を回転させることにより、光源部３０からの照射光Ｌｔは、水
平方向の走査（スキャン）のみならず、異なる俯角で垂直方向にも走査される。この結果
、ポリゴンミラー２２からの照射光Ｌｔは面状に走査されて測定対象範囲に向け照射され
る。
【００１５】
　筐体２６は、上記の各構成を支持する支持構造とともに、制御基板２７を含む。制御基
板２７には、制御部５０が設けられている。制御部５０は、ＣＰＵやメモリを備えるコン
ピュータとして構成されている。制御部５０は、入力インタフェースおよび出力インタフ
ェースを備える。入力インタフェースには、受光ＩＣ１４が接続され、出力インタフェー
スには、例えば、車両のＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）が
接続される。制御部５０は、受光ＩＣ１２によって生成された距離画像データ（詳細は後
述）をＥＣＵに出力する。車両のＥＣＵは、制御部５０から取得した距離画像データに基
づき、障害物の検出や障害物までの距離を測定する。
【００１６】
　図２に示すように、受光ＩＣ１４は、受光部１２を有する。受光部１２は、物体からの
反射光の入射に応じてパルス信号を出力可能な受光素子を複数有する。本実施形態では、
受光部１２は、受光素子としてＳＰＡＤ（ｓｉｎｇｌｅ　ｐｈｏｔｏｎ　ａｖａｌａｎｃ
ｈｅ　ｄｉｏｄｅ）１３を備える。受光部１２は、複数のＳＰＡＤ１３をアレイ状に配置
したシリコンフォトマルチプライヤ（ＳｉＰＭ：Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｐｈｏｔｏ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｉｅｒｓ）として構成されている。受光部１２は、横６個×縦４個の計２４個のＳ
ＰＡＤ１３からなる画素ＧＴが、鉛直方向に１６個（ＧＴ０～ＧＴ１５）配列されること
により構成されている。１つの画素ＧＴのサイズは、後述する信号強度画像データおよび
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距離画像データの１つの要素のサイズに対応する。各ＳＰＡＤ１３は、光（フォトン）を
入力すると、一定の確率でパルス信号を出力する。そのため、各画素ＧＴは、受光した光
の強度に応じて、０～２４個のパルス信号を出力する。
【００１７】
　光源部３０から射出されるパルスレーザ光のビーム形状は、鉛直方向に縦長のビーム形
状であり、受光部１２の画素ＧＴも鉛直方向に配列されている。反射光も縦長のビーム形
状のまま光測距装置１０に戻るので、縦長のビーム形状を有する受光光Ｌｒが、画素ＧＴ
の配列方向に沿って受光部１２に入射する。つまり、１６個分の画素ＧＴに相当する縦長
の反射光パルスを、受光部１２が一括して受光する。照射光Ｌｔおよび受光光Ｌｒは、ポ
リゴンミラー２２の回転によって水平方向および垂直方向に走査されるので、受光部１２
には、ポリゴンミラー２２の回転によって走査された光が次々に入光する。本実施形態で
は、図３に示すように、ポリゴンミラー２２が１／６回転することにより、１つのミラー
面によって、Ｙ方向に１６要素分の帯状の領域が走査され、ポリゴンミラー２２が１回転
することにより、６つのミラー面によって、Ｙ方向に９６要素（＝１６画素×６面）分の
面状の領域が走査される。Ｘ方向の要素数は、本実施形態では、２５６個とする。図３に
示した面状の領域は、光源部３０によって光が照射される測定対象範囲に対応する。
【００１８】
　図４を用いて、受光ＩＣ１４の構成について説明する。受光ＩＣ１４は、受光部１２と
、加算部５２と、ヒストグラム生成部５４と、ピーク検出部５６と、画像生成部５８と、
画像保存メモリ６０と、低信号強度要素検出部６２と、画像補正部６４と、出力部６６と
、を備えている。これらのうち、受光部１２および画像保存メモリ６０を除く各部は、制
御部５０に備えられたＣＰＵがプログラムを実行することによってソフトウェア的に実現
する機能部として実現されてもよい。
【００１９】
　加算部５２は、受光部１２から出力されたパルス信号の数を加算して加算値を求める回
路である。より具体的には、加算部５２は、画素ＧＴ毎に、各画素ＧＴに含まれる複数の
ＳＰＡＤ１３から同時に出力されるパルス信号の数を計数することにより、画素ＧＴ毎に
加算値を求める。例えば、１つの画素ＧＴに含まれる複数のＳＰＡＤ１３のうち、１２個
のＳＰＡＤ１３からパルス信号が出力されれば、加算部５２は、加算値として「１２」を
ヒストグラム生成部５４に出力する。なお、図４には、加算部５２をまとめて１つ示して
いるが、加算部５２は、受光部１２の１つの画素ＧＴにつき、１つ設けられている。
【００２０】
　ヒストグラム生成部５４は、加算部５２から出力された加算値に基づきヒストグラムを
生成する回路である。図５には、ヒストグラムの例を示している。ヒストグラムの階級（
横軸）は、光が照射されてから反射光（受光光）が受光されるまでの光の飛行時間を示し
ている。以下、この時間のことを、ＴＯＦ（ＴＯＦ：Ｔｉｍｅ　Ｏｆ　Ｆｌｉｇｈｔ）と
いう。一方、ヒストグラムの度数（縦軸）は、加算部５２によって算出された加算値であ
り、物体から反射された光の強度を示している。ヒストグラム生成部５４は、光源部３０
およびポリゴンミラー２２による走査タイミングに同期した記録タイミングに従って、加
算部５２から出力された加算値をＴＯＦ毎に記録することによってヒストグラムを生成す
る。測定対象範囲に物体が存在する場合、その物体から光が反射され、その物体までの距
離に応じたＴＯＦの階級に加算値が記録される。ヒストグラム中のピークは、そのピーク
に対応するＴＯＦに応じた位置（距離）に物体が存在することを表している。ヒストグラ
ム中のピークが現れていない部分の度数は、概ね、外乱光の影響によるノイズである。な
お、図４にはヒストグラム生成部５４をまとめて１つ示しているが、ヒストグラム生成部
５４は、画素ＧＴ毎に設けられている。そのため、ヒストグラムは、図３に示した領域中
の全ての要素について生成される。なお、１つの画素ＧＴに対して複数回走査を行ってヒ
ストグラムの度数を加算していくことにより、ヒストグラムのＳＮ比を向上させることが
可能である。
【００２１】
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　ピーク検出部５６（図４）は、ヒストグラムからピークを検出する回路である。ピーク
検出部５６は、検出されたピークにおける度数（加算値）を信号強度として取得するとと
もに、ピークに対応するＴＯＦから距離値を求める。ＴＯＦを「ｔ」、光速を「ｃ」、距
離値を「Ｄ」とすると、ピーク検出部５６は、以下の式（１）により、距離値を算出する
。
　Ｄ＝（ｃ×ｔ）／２　・・・式（１）
【００２２】
　図５には、ヒストグラムに一つのピークが現れている例を示したが、図６に示すように
、ヒストグラムには、ピークが複数出現する場合がある。これは、１つのヒストグラムを
生成している間に、測定対象範囲中の物体と光測距装置１０との相対的な位置関係が変化
して、異なる物体からの反射光が同じ画素ＧＴに届く場合があるからである。そのため、
本実施形態では、１つのヒストグラムの中に複数のピークが存在する場合には、ピーク検
出部５６は、最も度数が大きいピークに基づいて距離値を算出する。なお、これに限らず
、ピーク検出部５６は、例えば、予め定められた順位のピーク（例えば、２番目に度数の
大きいピーク）に基づいて距離値を求めてもよいし、ＴＯＦの最も大きい、または、最も
小さいピークに基づいて距離値を求めてもよい。
【００２３】
　画像生成部５８（図４）は、信号強度画像データ（ＩＰｋ）と距離画像データ（ＩＤ）
とを生成する回路である。図７に示すように、画像生成部５８は、ピーク検出部５６によ
って検出されたピークの信号強度を、図３に示した領域の各要素に対応付けることにより
、信号強度画像データを生成する。また、画像生成部５８は、ピーク検出部５６によって
ＴＯＦから算出された距離値を、図３に示した領域の各要素に対応付けることにより距離
画像データを生成する。画像生成部５８は、図４に示すように、生成した信号強度画像デ
ータ（ＩＰｋ）を低信号強度要素検出部６２に出力する。また、画像生成部５８は、生成
した距離画像データ（ＩＤ）を、画像保存メモリ６０に保存するとともに画像補正部６４
に出力する。画像保存メモリ６０には、距離画像データが新しいものから順番に予め定め
られた枚数分保存され、古いデータから順番に消去される。
【００２４】
　低信号強度要素検出部６２は、画像生成部５８によって生成された信号強度画像データ
から、予め定められた強度判定閾値よりも低い信号強度を有する低信号強度要素を検出す
る回路である。低信号強度要素検出部６２は、検出した低信号強度要素の座標を画像補正
部６４に出力する。強度判定閾値は、測定された距離値と実際の距離値との誤差が小さく
なる信号強度を、様々な環境下で評価する実験を行うことによって予め定めることができ
る。
【００２５】
　画像補正部６４は、距離画像データを補正する回路である。画像補正部６４は、低信号
強度要素検出部６２から取得した座標に基づき、距離画像データのうち、低信号強度要素
に対応する要素を特定し、その要素（以下、「対象要素」ともいう）の距離値を、他の要
素の距離値に基づき補正することによって距離画像データを補正する。補正された距離画
像データは、出力部６６に出力される。
【００２６】
　図７及び図８を用いて、補正対象となる対象要素について説明する。図７に示したヒス
トグラムのピークは、予め定められた強度判定閾値を超えている。この場合、そのピーク
における信号強度は、十分に信用できる値といえる。そのため、そのピークに対応するＴ
ＯＦ値から距離値を求め、その値をそのまま距離画像データに記録する。つまり、ピーク
が強度判定閾値を超える場合には、上記式（１）によって算出された距離値の値をそのま
ま採用する。これに対して、図８に示したヒストグラムのピークは、強度判定閾値よりも
低い。つまり、そのピークにおける信号強度は、度数が小さく、信用できる値とは言えな
い。そのため、そのピークに対応するＴＯＦ値から距離値を求めても、その距離値には誤
差が含まれている可能性が高い。そこで、本実施形態では、このような距離値については
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、他の要素の距離値によって補正を行う補正対象とする。図８に示すように、補正対象と
なる要素は、例えば、光測距装置１０から遠方に存在する物体の位置に対応する要素であ
る。
【００２７】
　図９を用いて、画像補正部６４によって補正処理が行われるまでの処理の流れについて
説明する。まず、ヒストグラム生成部５４によってヒストグラムが生成され（工程１）、
そのヒストグラムに基づき、画像生成部５８が、距離画像データを生成するとともに（工
程２）、信号強度画像データを生成する（工程３）。そして、低信号強度要素検出部６２
が、信号強度画像データから、低信号強度要素を検出し、検出した低信号強度要素の座標
を画像補正部６４に出力する。画像補正部６４は、距離画像データから、その座標に対応
する対象要素を特定し（工程４）。距離画像データのその対象要素の距離値について、空
間的演算（工程５）および時間的演算（工程６）を行うことにより距離値を補正する。
【００２８】
　図１０に示すように、本実施形態では、画像補正部６４は、対象要素の距離値に、対象
要素に隣接する４つの要素の距離値を加算する。そして、さらに、その加算された値に、
画像保存メモリ６０に記録された過去２枚の距離画像データ中の同じ位置の要素の距離値
（補正前の距離値）を加算する。そして、その合計値を合算対象とした要素の数で除する
ことにより、空間的および時間的な平均値を求める。画像補正部６４は、その平均値によ
って、距離画像データの対象要素の距離値を上書きする。こうして補正された距離画像デ
ータは、出力部６６を通じて、車両のＥＣＵ等に出力され、障害物の検出や障害物までの
距離の測定に用いられる。
【００２９】
　以上で説明した本実施形態の光測距装置１０によれば、信号強度の低いヒストグラムに
基づいて算出された距離画像データ中の距離値を、他の距離値によって補正することがで
きる。そのため、物体から十分に光が反射されない場合においても、精度良く物体までの
距離を測定することができる。物体から十分に光が反射されない場合とは、例えば、物体
が遠い位置に存在する場合や、物体の反射率が小さい場合、悪天候の場合などである。
【００３０】
　また、本実施形態では、距離画像データのすべての要素について補正を行うのではなく
、信号強度の低いヒストグラムに基づいて算出された距離値のみ補正するため、距離画像
データ全体の空間分解能が低下して、小さな物体の検出性能が低下することや、距離画像
データ全体の時間分解能が低下して、高速に移動する物体の検出性能が低下することを抑
制できる。つまり、本実施形態によれば、高い測定精度を有する光測距装置１０を提供す
ることが可能になる。
【００３１】
　また、本実施形態では、現在の距離画像データの周囲の距離値だけではなく、過去の距
離画像データの距離値をも用いて距離値を補正するので、より精度良く物体までの距離を
測定することができる。
【００３２】
Ｂ．他の実施形態：
（Ｂ１）上記実施形態では、画像補正部６４は、周囲の要素の距離値および過去の距離値
の両方に基づいて対象要素の距離値を補正している。これに対して、画像補正部６４は、
周囲の要素の距離値のみを用いて距離値を補正してもよい。また、画像補正部６４は、過
去の距離値のみを用いて距離値を補正してもよい。周囲の要素の距離値のみを用いて距離
値を補正する場合には、過去の距離画像データを保存しなくてもよいため、図４に示した
画像保存メモリ６０を省略してもよい。
【００３３】
（Ｂ２）上記実施形態では、画像補正部６４は、複数の要素の距離値の平均値を求めるこ
とにより補正を行っている。これに対して、画像補正部６４は、複数の要素の距離値の中
央値や最頻値など、他の代表値によって補正を行ってもよい。
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（Ｂ３）上記実施形態では、画像補正部６４は、空間的に４つの方向に隣接する要素の距
離値を用いて補正を行っているが、対象要素からより離れた要素の距離値を用いて補正を
行ってもよい。この場合、対象要素から空間方向に遠ざかるほど、重みを低下させ、演算
結果への影響度が小さくなるようにしてもよい。また、同様に、対象要素から時間方向に
遠ざかるほど、重みを低下させ、演算結果への影響度が小さくなるようにしてもよい。つ
まり、画像補正部６４は、対象要素に距離的、時間的に近い要素の距離値を優先的に用い
て補正を行ってもよい。
【００３５】
（Ｂ４）上記実施形態において、画像補正部６４は、対象要素の距離値から著しく外れた
距離値を有する他の要素の距離値を、演算から除外してもよい。こうすることにより、測
定精度をより高めることができる。
【００３６】
（Ｂ５）上記実施形態において、ピーク検出部５６がヒストグラムからピークを検出でき
なかった場合には、距離値が定まらないため、距離画像データには距離値が記録されない
。そこで、画像補正部６４は、距離値が記録されていない距離画像データ中の要素に対し
て、周囲の要素および過去の要素のうち少なくとも一方を用いて距離値の平均値あるいは
中央値を算出し、その値を記録してもよい。また、過去の距離画像データの対応する要素
から距離値を取得して、その距離値を記録してもよい。こうすることにより、距離画像デ
ータ中に、距離値の存在しない要素が生じてしまうことを防止できる。
【００３７】
（Ｂ６）上記実施形態の光測距装置１０は、投光における光軸と受光における光軸とが一
致する同軸型の光学系を採用している。これに対して、光測距装置１０は、投光における
光軸と受光における光軸とが異なる異軸型の光学系を採用してもよい。また、上記実施形
態では、受光部１２の画素ＧＴは、鉛直方向に１列に並んでいるものとしたが、画素ＧＴ
は、鉛直方向および水平方向に平面的に配列されていてもよい。また、光測距装置１０の
走査方式も、短冊状の光を一方向に走査する１Ｄスキャン方式であってもよいし、点状の
光を２次元方向に走査する２Ｄスキャン方式であってもよい。また、光測距装置１０は、
光を走査せず、広範囲に光を照射するフラッシュ方式の装置であってもよい。
【００３８】
（Ｂ７）上記実施形態におけるポリゴンミラー２２のミラー面の数、受光部１２を構成す
る画素ＧＴの数、画素ＧＴを構成するＳＰＡＤ１３の数、信号強度画像データの要素数、
距離画像データの要素数は、それぞれ、例示である。そのため、これらの数は、上記実施
形態に示した数に限らず、光測距装置１０の仕様に応じて適宜設定可能である。
【００３９】
　本開示は、上述の実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲におい
て種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技
術的特徴に対応する実施形態中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するた
めに、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み
合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして
説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１０　光測距装置、１２　受光部、１３　ＳＰＡＤ、１４　受光ＩＣ、１８　レーザダイ
オード素子、２０　双曲面ミラー、２２　ポリゴンミラー、２６　筐体、２７　制御基板
、３０　光源部、５０　制御部、５２　加算部、５４　ヒストグラム生成部、５６　ピー
ク検出部、５８　画像生成部、６０　画像保存メモリ、６２　低信号強度要素検出部、６
４　画像補正部、６６　出力部
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